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OCENA KORELACJI POMIEDZY GRUBOSCIA
A MAGNETYCZNA STRUKTURA DOMENOWA
CIENKICH WARSTW NIFE

STRESZCZENIE Cienkie warstwy NiFe sg powszechnie
wykorzystywane jako magnetyczne nosniki danych oraz czujniki.
Szczegolnie znany jest stop NigsFeq7. Jedng z najpowszechniej wyko-
rzystywanych metod otrzymywania cienkich warstw magnetycznych
Jest rozpylanie magnetronowe.

Fizyczne i elektryczne wtasciwosci cienkich warstw silnie zaleza
od wielu czynnikow, takich jak struktura krystalograficzna, orientacja,
skiad oraz rodzaj podfoza na ktorym warstwa zostata osadzona. Ponadfo,
w przypadku warstw magnetycznych, ich wtasciwosci magnetyczne
sg okres$lane poprzez magnetyczng strukture domenowa.

W artykule przedstawiono wyniki badari majgcych na celu pozna-
nie korelacji pomiedzy grubo$cia, a magnetyczng strukturqg dome-
nowa cienkich warstw NiFe. W celu uzyskania iloSciowego opisu
uzyskanych wynikbéw, z powodzeniem zastosowano algorytmy prze-
znaczone do analizy parametréw topografii.

Stowa kluczowe: rozpylanie magnetronowe, domeny magnetyczne,
mikroskop sit magnetycznych
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ESTIMATION OF CORRELATION
OF FILM THICKNESS
AND MAGNETIC DOMAIN STRUCTURES
OF NIFE THIN FILMS
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ABSTRACT NiFe alloy thin films are commonly used in the
area of memory devices for computers, magnetic recording media,
sensor industry and microelectromechanical systems. In particular,
Permalloy (NissFes7) is well known group of thin films, because of its
high magnetic saturation, low coercivity and low magnetization. One
of the methods of providing high quality soft magnetic thin films is
magnetron sputtering.

Physical and electrical properties of thin films strongly depend
on many parameters such as crystallographic structure, orientation,
composition or the type of substrate. In addition, in the case of magnetic
layers, their magnetic properties are determined by obtaining domain
structure.

In the article we’ve described results of the research aimed on
recognition of correlation of film thickness and magnetic domain
structures. In order to obtain quantitative description of obtained results,
we've successfully applied algorithms designed for topography
parameters determination.
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